Consignation des informations et des CI 14
mesures Bac Pro TU

Le suivi de production a pour objectif de prévenir I'apparition de défauts.
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Le suivi statistique est basé sur linterprétation des résultats relevés sur le
poste de travail par I'opérateur.

Il consiste a prélever un échantillon représentatif dans un lot de produits
(population), et a contrdler certaines caractéristiques de tous les individus de
I'échantillon.

Le résultat du contréle, pour chaque échantillon, est reporté sur un graphique
qu'on appelle : carte de controle.

Le suivi statistique doit permettre :

- d'intervenir sur le procédé avant de produire de la non-qualité.

- de mesurer la « capabilité » d'un procédé : le procédé est capable de
produire des pieces bonnes.

- dagir sur les variations pour assurer la stabilité du procédé dans le

temps.

SPC 1/4



Une carte de contréle est un document d'aide a la décision en cours de
réalisation, permettant d'enregistrer les résultats de contrdle par échantillonnage
collectés au poste de travail. Elle permet de visualiser graphiquement les variations

dimensionnelles et de déterminer les moments opportuns pour un réglage.

a-L'objectif :
La Carte de contrdle permet de détecter toutes dérives (défauts) de la production,

de fagon a intervenir avant de produire des pieces non-conformes.
Ainsi elle permet d'augmenter le niveau de qualité et donc faire baisser les colits de la

non-qualité.

b - Les différentes zones sur une Carte de controle :

CARTEDECONTROLE "™, |, [“&"

NOM MACHINE : Fraiscuse CN | N° Frozs uésusmxﬂwﬁs LA PIECE : Mors mobile
CARACTERISTIQUE CONTROLEE : Longueur SPECIFICATION': 10 +/- 005 | FREQUENCE : 5 chaque houre
1 -
so—|  RESULTATS
LCSy — e
X 9,999
8 0,072
— e - Cp 0,431
Bix AT sl — e o e e e e
s = // ~+- p S \D.“
= =t Coki | D419
LClg_ S‘ 10,040\
—{ LClg ~9957
LCSR 0,132\.
= 0
LCS;—]
g -~ ﬁ ]
-
gx = SN e \ S S— — - /
W
& LCly—1 Echpatlon | Ac | Det [ De2
: 2 [arfo a2
— 3 [10s4]0 |28
R 007 ] 01 J0065] 01 014|005 ] 002]004 006 004][008]008] 005|008 008|008 | p 0750l 0 250
. X 10,0081 10,006] 8.93¢ |10,002) 9.995 | 9,982 | 9.93% | 10,006 5.956 | 10.01 10,014 9,934 | 10,01 |10.002 9,582 10,002 .
10,01 | 10,03 | 10.01 | 1003 | 9.3 | 9.35 [ 10.01 [ 10.03 ] 10.03 | 10.01 | 9.89 | 9.97 | 10,03 [ 1005} 9.3 | 9.93 5 05%4) 0 238
10,01 | 9,95 | 697 | 9.99 | 10,07 | 1007 | 9.93 [ 993 | 993 | 999 | 997 | 995 | 10.01 | 997 | 997 | 897 [ 0.4%3| 021]222
10.05 | 10.01 | 657 | 993 | 993 | 1001 | 9,53 [ 9.99 | 9.97 [ 10,03 | 10,01 [ 10.01 | 10,05] 9,99 | 10.01 | 9.83 BSERVATION -
Xi 393 | 9.99 | 1003 | 1003 | 999 | 995 | 9.3 | 10.01] 10,01 | 10.01 | 10,05 | 10.01 | 9,87 [ 10,01 9,83 | 10.01 0 .
7 303 | 10,05 ] 555 | 1003 | .95 | 9.93 | 9.53 | 10,01 | 9,98 | 10,01 [ 10,05 | 10.03| 9,95 | 9.3 [ 10,01 [ 10.05 Procédé
@<OFEMTEUB |Gihant|Géhant|Gehant|Géhant| Gihant | Géhant [Mouga|MouginiMeuge{Mougin|Mougin|MouginiMougin| Colie | Colle | Colle non capable <
B, DATE 25/06 | 25/05 | 25/06 | 25/05 | 25/06 | 25/06 | 25/06 | 2506 | 25/06 | 25/06 | 25/06 | 25/05 | 25/06 | 25/06 | 25/06 | 25/06
HEURE 7h gh Sh 10h | 1th | 12h | 14h | 15K | 16h | 17h | 18h gh | 20h | 22h | 23h | 240

SPC 2/4



Zone 1 : Identification (machine, fréquence, piéce, opération...).

Zone 2 : Tableau de relevé des valeurs des caractéristiques mesurées sur les pieces.
Zone 3 : Calcul pour chaque échantillon de la moyenne (X) et de |'étendue R.

Zone 4 : Calcul de la moyenne des moyennes (X) et de la moyenne des étendues (R).
Zone 5 : 2 graphiques comportant des limites de décision :

- La carte de ['étendue (R): Report de tous les points représentant |'étendue

pour chaque échantillon.

- La carte de la moyenne (X): Report de tous les points représentants la

moyenne pour chaque échantillon.

¢ - Les limites pour la moyenne et pour I'étendue. (Zone 6)
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: Limite Supérieure de Surveillance.

Nous allons voir ci-dessous des exemples de cas de carte de contrdle de la moyenne,

afin d'en déduire une interprétation pour chaque cas.
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Le procédé est sous contradle statistique.
Regle : 2/3 des points sont dans le tiers central et 1/3 des points sont situés dans les
2/3 extérieurs.
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Le procédé n'est pas sous contréle statistique.
Présence d'un ou plusieurs points au deld des limites de contrdle.
Production fausse.
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Le procédé n'est pas sous contréle statistique.
Moins de 2/3 des points sont dans le tiers central.
Points trop rapprochés des limites de contrale.
Mais production bonne.
REernion sa TR
az
_’-‘- L&C
21 *v-"
B o
112 et} = = =
[SET )
Lic
e —
iy fF oo ofo§oFPoiofofoionoig

Le procédé n'est pas sous contréle statistique.
Présence d'une dérive.

Production fausse.

Lorsque l'analyse de la carte de contrdle se conclue par un procédé qui n'est pas
sous contrdle statistique, cela peut engendrer, soit un nouveau réglage (intervention
sur les correcteurs dynamiques par exemple), soit I'arrét immédiat de la production
suivie par la recherche des causes. On peut alors utiliser la regle des BM et du

diagramme Hishikawa pour cette recherche.
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